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Rear heating Front detection (RF)

8ns, 90mJ

Nd:Yag Laser (1063nm)
Fokuslinse 
f = 50mm

Probe

Photodetektor
(risetime 1ns)

Filter
632nm

HeNe-Laser
(632nm)

Fokuslinse

Oszilloskop

PC
Photodetektor

HeNe-Laser
(632nm)

Fokuslinse

Filter
632nm

Magnus Rohde, Isabelle Südmeyer Arbeitskreis Thermophysik, 18.-19.. März 2013, Dresden



IAM-AWP5 Magnus Rohde, Isabelle Südmeyer;          Arbeitskreis Thermophysik, 3.-4. Mai 2012, Graz

Aktueller Aufbau
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� Geringe Haftfestigkeit auf Glas bei 

minimaler Nd:Yag-Laserenergie
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� gute Haftfestigkeit auf Glas (≥ 500 nm)

� konstante, reproduzierbare Signale
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200nm Au auf Glas
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Rückseitenmessung (RF)
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Vorderseitenmessung (FF) 
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TiAlN
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Modelle zur Auswertung der LFDS-Signale

Film Substrat

dfilm dsubstrat

Baba (2009):
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Modellierung des FF-Signals

� Sehr gute Übereinstimmung von Baba‘s 2-Lagen-Modell mit Messkurve
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Modellierung des FF-Signals

� Sehr gute Übereinstimmung von Baba‘s 2-Lagen-Modell mit Messkurve
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Auswertung der LFDS-Signale für Cr/CrAlN-Multilayer

Modellierung des FF-Signals

CrAlN
Cr (10nm)
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Modellierung des FF-Signals

Aktuelle Software von Aprosoft

Mo, 200nm
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Zusammenfassung

Reflexionsschicht: 

Mo: sehr gute Reflexionssignale, sehr gute Stabilität

Al: gute Reflexionssignale, schwächer als Mo, gute Stabilität

Au: gute Reflexionssignale auf Quarzglas

Auswertemodell nach Baba zeigt sehr gute Übereinstimmung mit Messkurven

Messungen mit Multilayer mit Mo-Reflexionsschicht

Si/SiO2

Ti/TiAlN, Cr/CrAlN (Temperaturleitfähigkeiten ermittelt)

Weitere Messungen:

(Bi,Sb)2Te3 auf Quarzglas, LiCoO2 auf Stahl und CoSb3 auf Si

Beheizbarer Probenträger
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